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半導体技術の進歩に伴い､ VLSIは益々大規模化､高集積化､高性能化しており､その

ﾃｽﾄの問題は重要な課題となっている｡ -般に記憶素子を含む順序回路のﾃｽﾄ生成は

困難な間題であるため､与えられた回路をﾃｽﾄ生成容易な回路に設計変更するﾃｽﾄ容

易化設計法が提案されている｡これまで提案され実用化されてきたﾃｽﾄ容易化設計法は

主としてｽｷﾔﾝ方式と呼ばれるﾃｽﾄ容易化方式に基づく設計法が中心であった｡本論

文は､回路疑似変換と呼ぶ新しい方式に基づくﾃｽﾄ生成の方法ならびにｽｷﾔﾝ方式と

は異なる非ｽｷﾔﾝ方式に基づく新しいﾃｽﾄ容易化設計法について行った研究をまとめ

たものであり､序論及び結論を含め四つの章から成っている｡

第1章では､本研究の目的と意義および背景について述べ､本論文の概説を行ってい

る｡

第2章では､ﾃｽﾄ生成時間を短縮する1つの方法として､回路疑似変換を用いた順序

回路のﾃｽﾄ生成法とﾃｽﾄ実行法を提案する｡組合せﾃｽﾄ生成複雑度でﾃｽﾄ生成可

能な順序回路では､その順序回路のﾃｽﾄ生成間題は､ﾌﾘｯﾌﾟﾌﾛﾂﾌﾟを信号線に置き

換えた(組合せ変換した)組合せ回路におけるﾃｽﾄ生成間題に帰着できる｡本論文で

は､この性質を-般の順序回路に拡張する｡この手法では､組合せ変換によってﾃｽﾄ生

成の際に制御するFF数が減少するので､元の順序回路よりﾃｽﾄ生成時間の短縮が期待

できる｡また､実動作速度ﾃｽﾄが可能である｡

第3章では､有限状態機械(FSM)から論理合成された順序回路に対して､ 100%故障

検出効率を保証する非ｽｷﾔﾝﾃｽﾄ容易化設計法を提案する｡提案手法は､組合せ回路

用のﾃｽﾄ生成ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑが利用でき､実動作速度ﾃｽﾄも可能である｡提案手法は､

回路の通常動作の状態遷移を利用してﾌﾘｯﾌﾟﾌﾛﾂﾌﾟの値を制御する手法である｡通常

動作で到連不可能な状態については､それらのうちﾃｽﾄの際に必要な状態へ遷移できる

ような回路を付加する｡本論文ではさらに､ MCNC-91ﾍﾞﾝﾁﾏ-ｸ回路を用いた実験に

より､従来のﾃｽﾄ容易化設計法に比べてﾃｽﾄ実行時間が短く､ﾃｽﾄ容易化に伴うﾊ

-ﾄﾞｳｪｱｵ-ﾊﾞﾍﾂﾄﾞも僅かであることを示す｡

最後に第4章で､以上の研究成果の結論を述べるとともに､今後の研究課題について述

べている｡
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論文審査結果の要旨

本論文は､大規模化､高集積化､高性能化により益々困難となっているvLSIのﾃｽﾄ

に関する種々の間題を解決するために必要なﾃｽﾄ容易化設計法およびﾃｽﾄ生成法に関

する研究を行ったものである｡本論文の主な成果は以下に要約される｡

1.ﾃｽﾄ生成時間を短縮する1つの方法として､回路疑似変換を用いた順序回路のﾃｽ

ﾄ生成法とﾃｽﾄ実行法を提案した｡この手法では､組合せ回路疑似変換によってﾃ

ｽﾄ生成の際に制御するﾌﾘｯﾌﾟﾌﾛﾂﾌﾟ数が減少するので､元の順序回路よりﾃｽ

ﾄ生成時間の短縮が期待できる｡提案する手法の有効性をISCAS-89ﾍﾞﾝﾁﾏ-ｸ回

路による実験によって評価した｡ﾍﾞﾝﾁﾏ-ｸの多くの回路において､故障検出率を

向上させ､ﾃｽﾄ生成時間を短縮するのに成功した｡

2.有限状態機械から論理合成された順序回路に対して､ 100%の故障検出効率を保証す

る非ｽｷﾔﾝﾃｽﾄ容易化設計法を提案した｡提案手法は､従来のﾃｽﾄ容易化設計

法に比べてﾃｽﾄ実行時間が短く､ﾃｽﾄ容易化に伴うﾊ-ﾄﾞｳｪｱｵ-ﾊﾞﾍﾂﾄﾞも

僅かである｡このことは､ MCNC-91ﾍﾞﾝﾁﾏ-ｸ回路を用いた実験により示されて

いる｡さらに提案する手法は､ｽｷﾔﾝ方式では困難とされる実動作速度ﾃｽﾄも可

能としている｡

以上のように､本論文は-般にﾃｽﾄ生成が困難で場合によっては不可能とされる順序

回路に対して､回路疑似変換を用いた効率のよいﾃｽﾄ生成ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑを提案するとと

もに､従来手法のｽｷﾔﾝ方式とは別の非ｽｷﾔﾝ方式に基づく新しいﾃｽﾄ容易化設計

法を提案し､従来手法の多くの間題点を解決したものであり､ vLSIのﾃｽﾄの分野にお

いて､学術上､実際上寄与するところが少なくない｡よって､本論文は博士(工学)の学

位論文として価値あるものと認める｡


